Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Pracovisté kalibraéni laboratore:
1. OPTOKON Jihlava
2. OPTOKON Malaysia

objekt ¢islo 2315, Kalibra¢ni laboratotr OPTOKON

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 580/2023 ze dne: 7. 11. 2023

OPTOKON, a.s.

Cerveny Kiiz 250, 586 01 Jihlava

Kalibracni laboratoif OPTOKON, Cerven}'/ Kiiz 250, 586 01 Jihlava

Calibration Laboratory OPTOKON Malaysia, OPTOKON PLT, 303-4-25, KRYSTAL POINT, JALAN
SULTAN AZLAN SHAH, 11900 BAYAN LEPAS. PULAU PINANG, Malajsie

CMC pro obor méiené veli¢iny: Teplota
. Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana ldentifikace .
él;;f)'l Kalibrovana veli¢ina / Piedmét kalibrace En%??eﬁférg) rozsifena Princip kalibrace kalibra¢niho P:g:g
min  jedn. max jedn. : Y | nejistota méfeni? postupu®
1 Indikaéni (ptimoukazujici) teploméry -40 °C az 140 °C 0,41°C |Porovnani s etalonem v klimatiza¢ni komote |PPKL 2.8 1

1

2

V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(v€etn€ vSech zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

OPTOKON, a.s.
objekt cislo 2315, Kalibra¢ni laboratof OPTOKON
Cerveny Kiiz 250, 586 01 Jihlava

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 580/2023 ze dne: 7. 11. 2023

CMC pro obor méiené veli¢iny: Optické veli¢iny
VI,’of*.l Kalibrovana V_eliéina / PFedmét Jmenovity rozsah Parameg’.(y) mér. Nejl;fj;‘;gj;ané Princip kalibrace Identifikace kali?raéniho Pr_&}c&)-
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. veli¢iny nejistota meFeni? postupu visté
1* | Opticky vykon / méfidla optického Porovnani méfeni vykonu optického | PPKL 2.1 1,2
vykonu zafeni ve vlaknu detektorem méfidla | (CSN EN 61315 ed. 3)
optického vykonu s etalonovym
méfidlem optického vykonu
-60 dBm az -50 dBm [635 nm az 980 nm 45 % kompara¢ni metodou
-50dBm  az -40 dBm 32%
-40dBm az  +10dBm 3,0%
-60 dBm  az -50 dBm {1270 nmaz 1610 nm 4.2 %
-50dBm  az -40 dBm 2,7%
-40dBm az  +10dBm 25%
-60 dBm  az -50 dBm |1625 nm az 1650 nm 4,6 %
-50dBm  az -40 dBm 32%
-40dBm az  +10dBm 3,0%
2 | Opticky Gtlum / opticky atenuator Meéfeni vlozného tlumu pro PPKL 2.2 1
0dB az 40dB  [1270 nmaz 1650 nm 0,26 dB | jednotliva nastaveni atenuatoru (CSN EN 61300-3-4 ed. 2)
40 dB az 65 dB 0,30dB
3 | VInova délka / zdroj optického Megfeni vinové délky optického PPKL 23 12
zéateni pro vlaknovou optiku zéateni ve vlaknu optickym (CSN EN 61315 ed. 3)
600 nm az 1700 nm |stfedni vinova délka 0,33 nm | spektralnim analyzétorem (OSA)
600 nm az 1700 nm  |maximalni intenzity 0,33nm
4 | Opticky utlum odrazu / méfidlo Meieni optického ttlumu odrazu a PI?KL 24 1
optického Utlumu odrazu 3dB az 32dB 1000 nmaz 1700 hm 0,5dB | porovnani s referen¢ni hodnotou (CSN EN 61300-3-6 ed. 2)
32dB az 42 dB 0,7dB
42 dB az 52 dB 1,0dB
52 dB az 61 dB 15dB
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 580/2023 ze dne: 7. 11. 2023

OPTOKON, a.s.
objekt ¢islo 2315, Kalibra¢ni laboratotr OPTOKON

Cerveny Kiiz 250, 586 01 Jihlava

VI,’of*.l Kalibrovana V_eliéina / PFedmét Jmenovity rozsah Parame?f.(y) mér. Ne]l;lozzs;igg?;ana Princip kalibrace Identifikace kali?raéniho Pr..’:}CSJ-
Cislo kalibrace min  jedn. max  jedn. veli¢iny nejistota méFent? postupu visté
5 | Opticka délka SMF vlakna / optické 1310 nm, 1550 nm, Metoda zalozena na zpozd'ovaci PPKL 2.5 1,2
reflektometry OTDR 0 km az 50 km  |1625nm 0,40 m | lince z optického vlakna (CSN EN 61746-1)
Opticka délka MMF vlakna / Metoda zalozena na zpozd'ovaci PPKL 2.5 1
optickeé reflektometry 0 km az 5km 850 nm, 1300 nm 0,20 m | lince z optického vlakna (CSN EN 61746-2)
Opticky Gtlum SMF vlakna / OTDR méfeni Gtlumu pro rizné PPKL 2.5 1,2
optické reflektometry OTDR 1310 nm, 1550 nm, vykonové trovné a pro riizné (CSN EN 61746-1)
0dB az 20dB  |1625nm 0,02 dB |vzdalenosti.
6* | Spektralni responzivita / detektory 635 nm az 940 nm, Meéfeni optického vykonu a proudu | PPKL 2.7 1,2
optického zateni — fotodiody 1625 nm, 1650 nm
Newport 818-xx pii optickém
vykonu -10 dBm
0 az 1 az -20 dBm 3%
1270 nmaz 1610 nm
pii optickém
vykonu -10 dBm
0 az 1 az -20 dBm 2,6 %
7 | VInova délka / Optické spektralni Porovnani s etalonovym métidlem | PPKL 2.6 1,2
analyzatory 1250 nm az 1650 nm 0,2nm | vinové délky (CSN EN 62129-1)
Opticky vykon / Optické spektralni Porovnani s etalonovym méfidlem | PPKL 2.1 1,2
analyzétory -40dBm az  +10 dBm |1250 nmaz 1650 nm 25% optického vykonu (CSN EN 61315 ed. 2)
Linearita / Optické spektralni Porovnani s etalonovym métidlem | PPKL 2.6 1,2
analyzétory optického vykonu pomoci optického | (CSN EN 62129-1)
-60 dBm  az -50 dBm {1310 nm, 1550 nm 0,24 dB | atenuétoru
-50dBm  az -40 dBm 0,09 dB
-40 dBm  az 0 dBm 0,05dB

V ptipadg, Ze laboratot je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M souéasti CMC a je nejniz§i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mtize byt vyssi
v zavislosti na podminkéch takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu

(vEetné v§ech zmén).
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 580/2023 ze dne: 7. 11. 2023

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

OPTOKON, a.s.
objekt cislo 2315, Kalibra¢ni laboratof OPTOKON
Cerveny Kiiz 250, 586 01 Jihlava

CMC pro obor mérené veli¢iny: Fyzikdlné chemické veli¢iny

o Jmenovity rozsah . Nejnizsi udavana Identifikace )
;;;2’1 Kalibrovana veli¢ina / PFedmét kalibrace Parag::el:gi(z) ML roziiena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P:iz(t;g
min  jedn. max jedn. y méreni? postupu?®
1 Indikacni (pfimoukazujici) vlhkomeéry 30%RH az 90%RH| 21°Caz25°C 3,7 % RH | Porovnani s etalonem v klimatiza¢ni komoie |PPKL 2.9 1

1V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaceny hvézdickou

2 Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené
bez jednotky jsou relativni viici méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi
v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niZsi hodnota nejistoty.

3 U datovanych dokumentti identifikujicich kalibragni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(v€etné vSech zmén).
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